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の構造を考慮して順序的深度に基づく方法を提案している O 本手法のテスト生成時間は IPMT 法より平均して約 3
倍高速であり，特に検査系列が長い回路に対して有効であることを示している。




合わせることにより 計算の一層の効率化を図っている。本手法により，従来故障検出率 100% が達成できなかった
回路に対して故障検出率 100% を実現することができている。
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第 6 章では，本研究で得られた成果を要約し，今後に残された課題について述べている O
論文審査の結果の要旨
本論文は，非明示的積機械探索法に基づく順序回路のテスト生成(IPMT) に関して行った研究をまとめたもので
あり，以下の成果を得ている。
(1) 順序回路のテスト生成法(IPMT 法)に関して，積機械の遷移探索に非明示的な数え挙げ手法を用いることによ
り，非冗長な故障に対しては必ずテストが生成できる完全なテスト生成アルゴリズムを提案し，いくつかの回路に
対して実験を行い，従来の手法で扱えなかったテスト困難な故障に対しても有効であることを示している O
(2) 順序回路の高速なテスト生成法として，順序的深度に基づく幅優先及び深さ優先の混合探索法を用いたテスト生
成法を提案し，計算機実験を行い，棚純な IPMT 法より高速にテスト生成ができることを確認し，本手法の有効性
を示している。
(3) 順序回路のテスト生成における像計算において，入力変数の制約を加えることにより像計算を分割して行う分割
計算法を考察し，それを用いた順序回路のテスト生成法を提案し，従来像計算量が大きいためテスト生成が不可能
となった故障に対してテスト生成可能であることを計算機実験により確認し，本手法の有効性を示している。
以上のように，本論文は順序回路のテスト生成法において，テストの完全性，高速化，高故障検出率の研究成果を
あげており，この分野に寄与するところが大である。よって，本論文は，博士論文として価値あるものと認める O
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